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Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Zestaw doświadczalny do pomiarów dyfrakcji światła na szczelinie i krawędzi.

	Laser doświadczalny, zielony, 1 mW, 532 nm

	Cyfrowa kamera array 

	Uchwyt soczewek

	Soczewka w oprawce, f = -50 mm

	Szczelina, regulowana

	Ekran metalowy, 300x300 mm

	Suwak do ławy optycznej systemu Ekspert 

	Ława optyczna systemu Expert, l= 1000 mm

	Stopki  regulowane do ławy optycznej systemu Expert 

	Pierścień do uchwytu komponentów 


2) Zestaw doświadczalny do pomiarów intensywności dyfrakcji na szczelinie wyżłobionej i przewodzie.

	Laser doświadczalny, zielony, 1 mW, 532 nm

	Cyfrowa kamera array 

	Profilowana ława optyczna, l = 1500 mm

	Stopki do ławy optycznej, justowane

	Suwak do ławy optycznej, h=30 mm

	Uniwersalny uchwyt obrotowy

	Przysłona z obiektami odchylającymi


3) Zestaw doświadczalny do pomiarów intensywności dyfrakcji światła na przysłonie z otworem i okrągłej przeszkodzie

	Laser doświadczalny, zielony, 1 mW, 532 nm

	Cyfrowa kamera array 

	Złącze wtyku BNC/gniazdo 4 mm

	Profilowana ława optyczna, l = 1500 mm

	Stopki do ławy optycznej, justowane

	Suwak do ławy optycznej, h=30 mm

	Układ przesuwny, poziomy

	Obrotowy uchwyt uniwersalny

	Ekran metalowy, 300x300 mm

	Przysłona z obiektami odchylającymi

	Multimetr cyfrowy  ~ 4.000 cyfr ~ 600V AC/DC ~ 10A AC/DC - Auto-Range

	Przewód łączeniowy 32 A,750 mm, czerwony

	Przewód łączeniowy 32 A,750 mm, niebieski


4) Zestaw doświadczalny interferometr Michelsona wysokiej rozdzielczości na ławie optycznej

	Zestaw Interferometr Michelsona składający się z:


	Interferometr Michelsona


	Laser półprzewodnikowy pompowany diodą, zielony, 1 mW, 532 nm


	Soczewka szklana, dwuwypukła, f=+20 mm


	Uchwyt na komponenty (2 szt.)


	Ława optyczna systemu Ekspert , l = 600 mm


	Podstawa do ławy optycznej expert, regulowana (2 szt).

	Ekran metalowy, 300 x 300 mm


	Stopka okrągła systemu Ekspert (2 szt,)


	Kamera cyfrowa


	Soczewka szklana, dwuwklęsła, f = - 50 mm


	Pierścień do uchwytu komponentów (2 szt.)


	Uchwyt przesuwny do ławy optycznej systemu Ekxpertt, h = 80 mm (3 szt,) 


	Rurka stojaka



	


5) Zestaw doświadczalny równanie Fresnela – teoria odbicia

	Podstawa płytowa Optyka, 450 x 600 mm

	Uchwyt justujący 35 x 35 mm

	Zwierciadło nawierzchniowe 30 x 30 mm

	Zestaw akcesoriów do płyty bazowej

	Uchwyt słupka, 50 mm, D 12 mm

	Słupek, dł. 75 mm, gł. 12 mm

	Zacisk do uchwytu na słupki

	Śruby do słupka optycznego

	Śruby do zacisków optycznych

	Wkręt do optyki

	Filtr polaryzacyjny na wsporniku

	Stolik do pryzmatów z uchwytem do płyty

	Pryzmat 60 °, l = 42 mm, h = 36,4 mm, Flint

	Szyna obrotowa z kątomierzem

	Fotoelement krzemowy do płyty bazowej

	He-Ne Laser, 632 nm, 1 mW, linear polarised

	Uniwersalny wzmacniacz pomiarowy

	Przewód łączeniowy 32 A, 500 mm, czerwony

	Multimetr cyfrowy z termoelementem NiCr-Ni

	Stopka magnetyczna do płyty bazowej

	Post, L 50 mm, D 12 mm

	Wkręt do optyki


Gwarancja min. 24 miesiące
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